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ヘリカル型磁場閉じ込め装置ヘリオトロン Jプラズマにおいて、酸素、炭素、鉄、ク

ロム、チタンなどの不純物の存在が確認されている。これらの不純物の輝線強度は、プ

ラズマの電子温度、電子密度などによって異なる挙動をする。適切にモデリングを行う

ことで、不純物の発光位置における電子密度や電子温度を推定することができる。先行

研究 [1]において真空紫外領域のベリリウム様酸素イオンの輝線強度が電子温度の変化に

対して異なる振舞いを示すことを利用し、輝線強度比 (17.22 nm/19.29 nm)の計測値と、

コロナ平衡を仮定して電子衝突励起係数 [2]と自然放出係数 [3]を用いて計算された輝線

強度比を比較することで、電子温度の推定が行われた。強度比にコロナ平衡を適用する

ことで、電子密度、基底準位密度、視線立体角などは相殺され電子温度のみの関数にな

る。よって、電子温度に感受性の高い輝線対を選択することで発光位置の電子温度の推定

が可能となる。計測できる輝線選択肢の拡張は、温度領域や発光位置の拡張が期待でき

る。本研究では、不純物計測を目的として新たに導入された紫外から可視領域を計測可能

な分光システムを利用したベリリウム様酸素の輝線 (314.5 nm(1s22s3p 1P o
1 -1s

22s3d 1D2),

511.4 nm(1s22s3s 1S-1s22s3p 1P o
1 ), 559.8 nm(1s22s3p 3P o

2 -1s
22s3d 3D3))の強度比による電

子温度計測の適用可能性について検討を行った。
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